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X-ISINLARI FLORESANS SPEKTROMETRESI (XRF)
X-1isinlan floresans spektrometresi ile:
# Si, Al, Ti, Mn, Mg...gibi ana element oksitleri % agrlik cinsinden (MnO.
MgO...)
» Rb, Ba, Sr gibi eser elementleri,
» Cr, N1, Co, Cu ve Zn gibi gecis metallerini.
» La, Ce, Pr, Nd...gibi nadir toprak elementlerini ppm diizeyinde analiz edilir,

Atom numarasi 9 ile 92 arasinda olan elementlerin kantitatif analizini yapar. Atom

numarasi 9"un altindaki elementleri inceleyemez. Kimyasal bag derecesinde

yeterince hassas de@ildir. XRF genelde 50kV ve 50 mA’de calisur,




ORNEK HAZIRLANMASI
Bu yontemde analiz edilecek 6rnek kirma, 6giitme islemleriyle pudra haline

getirilir. Eser element analizlerinde ek gesitli baglayici malzemelerle birlikte
(6rnegin polivinil prolidin) hidrolik pres altinda sikigtinilarak pres-pastil halinde
analize hazir hale getirilir. Ana element analizleri igin ise Ornege I;ir miktar lityum
tetra borat ilave edilir. Normal kil firm: veya 1000°C nin iizerindeki alevde platin
krozelerde eritilerek inci denilen cams: bir preparat elde edilir, Ve $zel kabina
konularak analize hazir hale getirilir. Analiz yaklasik 1 dakikada tamamlanir.
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X-Ray Kaynag Bragg yasasina gore

(x=1s1nlan tipii) Kristal Analizi

.

birincil x-ismlar

\L Floresans 1s1masi

Omek

Bragg Kanunu: ni= 2dsin0

n= kirmim sayisi

A= dalga boyu

d= masefe

8= x-151nlarmin 6rnege uygulanma agis:.
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XRF spektrometresinin nemli {initeleri ve islevler:;

I. X-igmlart tiipii: Birincil X-igmlaninin elde edilmesi amaciyla kullanihir. Bu tisplerde
elde edilen birincil X-1gmnlan spektrumu uygun filtreler yardimiyla filtrelenerek, sadece
Ka dalga boyuna sahip X-1gim ayrilir ve analiz edilecek drnek iizerine gonderilerek
atomlarin uyarilmasi ve bu atomlann ikincil floresans X-1§inlan yaymas: saglanmis olur.

2. Kapal Devre Su Soutma Unitesi: X-igilan tipiinden birincil X-igimlan elde
edilmesi sirasinda, x-1gmlan tipinin ok yiksek sicakliga maruz kalmasindan dolay:

devamh sogutulmas: gerekmektedir.Bu nedenle distile su kullanilarak kapah devre

halinde sogutma elde edilmesine yarayan bir iinitedir,

Yogun X-igint bombardimaniyla uyariimis bir silisyum atomu.

3. Ornek Odas: Birincil X-1gmlan bombardimanina tutulacak olan Smeffin konuldugu | 5 ka Fioresans ismasi KL, Sikp ismas: K- enerj dizeyter

arasindaki elekiron gegisinden olugmakiadir.

kursundan yapilmug olan ve yiiksek vakum altinda muhafaza edilen bir iinitedir.

4. Floresans X-isinlarinmn analiz edildifi Analizor Unitesi: Birincil
X-ginlariyla vakum altinda bombardiman edilen drnegin uyariimas: sonucunda ek

atomlarinin yaydif floresans X-tgnlarinin dalga boyunun 6l¢ildigu kisimdir.




u-NRF
(Mikro X-1Sinian Huoresans Spektrometresil






# X1 abPro Routine Dialog - [Point Scan] E]_E]._

I b
ra
r
I~

2 | abPro Routine Dial. ..




